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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

OSCILLATEURS PILOTES PAR QUARTZ
SOUS ASSURANCE DE LA QUALITE -

Partie 5. Spécification intermédiaire — Homologation
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| (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
semble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La’CEIl a pou
er la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation,'dans les don
icité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publie des \Normes intern
laboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intére
raité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales(et"non gouverneme

avec la CEl, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec I'Or
htionale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accordsentre les deux organisati

bcisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans
5sible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné’que les Comités nationaux
bprésentés dans chaque comité d’études.

pcuments produits se présentent sous la forme de reecommandations internationales. lls so
e normes, rapports technigues ou guides et agréés comme‘tels par les Comités nationaux.

e but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEl s'engagent a ap
transparente, dans toute la mesure possible, lesUNormes internationales de la CEl dans leu
ales et régionales. Toute divergence entre la\norme de la CEl et la norme nationale ou
pondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

I n'a fixé aucune procédure concernant le ‘marquage comme indication d’approbation et sa resg
as engagée quand un matériel est déclare conforme a I'une de ses normes.

tion est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale pel
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tg
sable de ne pas avoir identifié.de‘tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existen

e internationale-€El 60679-5 a été établie par le comité d'études 49 de
ifs piézoélectrigues et diélectriques pour la commande et le choix de la fréquen

ne la parti€).5-d'une série de normes pour les oscillateurs pilotés par quartz et g
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
49/396/FDIS 49/406/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.
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The IH
all nd
intern
this ¢
entrus
partic
with t
for S
organ

The f

intern
from 4

The d
of sta

In ord
Stand
diverg
indical
The |
equip
Attent
of pat

Internat
Piezoelg

It forms
specific
sectiong

The tex

C (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization g
tional electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC*is td
htional co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and_electronic
hd and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards,sTheir prep
ted to technical committees; any IEC National Committee interested in the'\subject dealt
pate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizatio
e IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with-the International Or
andardization (ISO) in accordance with conditions determined by. agreement between
zations.

brmal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as po
htional consensus of opinion on the relevant subjects since eachstechnical committee has repr
Il interested National Committees.

bcuments produced have the form of recommendations for-international use and are published i
dards, technical reports or guides and they are accepted hy the National Committees in that ser

er to promote international unification, IEC National €ommittees undertake to apply IEC Int
ards transparently to the maximum extent possible in their national and regional stand
ence between the IEC Standard and the correspending national or regional standard shall

ed in the latter.

FC provides no marking procedure to indieate its approval and cannot be rendered responsib
nent declared to be in conformity with one*of its standards.

on is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be t
ent rights. The IEC shall not be held résponsible for identifying any or all such patent rights.

onal Standard IEC 60679-5 has been prepared by IEC technical commi
ectric and dielectriczdevices for frequency control and selection.

part 5 of the\standard series for quartz crystal controlled oscillators and also
htion for quartz crystal controlled oscillators of assessed quality and constit
| specification — Qualification approval.
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49/396/FDIS 49/406/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.
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La CEI 60679 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Oscillateurs
pilotés par quartz sous assurance de la qualité:

— Partie 1:  Spécification générique (CEI 60679-1)

— Partie 2:  Guide pour l'utilisation des oscillateurs pilotés par quartz (CEI 60679-2)

— Partie 3: Encombrements normalisés et connexions des sorties (CElI 60679-3)

— Partie 4:  Spécification intermédiaire — Agrément de savoir-faire (CEI 60679-4)

— Partie 4-1: Spécification particuliére cadre — Agrément de savoir-faire (CEl 60679-4-1)

— Partie 5:  Spécification intermédiaire — Homologation (CEI 60679-5)

— Partie 5-1: Spécification particuliere cadre — Homologation (CEI 60679-5-1)

Le numgro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est léonuméro de
spécification dans le Systeme CEI d'assurance de la qualité des composants. €électfoniques

(IECQ).

Les annexes A et B font partie intégrante de cette norme.
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IEC 60679 consists of the following parts under the general title Quartz crystal controlled
oscillators of assessed quality.

— Partl: Generic specification (IEC 60679-1)

— Part2: Guide to the use of quartz crystal controlled oscillators (IEC 60679-2)

— Part3: Standard outlines and lead connections (IEC 60679-3)

— Part4: Sectional specification — Capability approval (IEC 60679-4)

— Part 4-1: Blank detail specification — Capability approval (IEC 60679-4-1)

— Part5: Sectional specification — Qualification approval (IEC 60679-5)

— Part 5-1: Blank detail specification — Qualification approval (IEC 60679-5-1)

The QC|number which appears on the front cover of this publication is the specification|number
in the IHC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

Annexes$ A and B form an integral part of this standard.



https://iecnorm.com/api/?name=cbdbaf9a42e14f4b3b519673c986b5cc

-8- 60679-5 © CEI:1998

OSCILLATEURS PILOTES PAR QUARTZ
SOUS ASSURANCE DE LA QUALITE -

Partie 5. Spécification intermédiaire — Homologation

1 Geénéralités
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21 C

écification intermédiaire s'applique aux oscillateurs pilotés par quartz, donfl\as
alité est basée sur I'homologation du composant.

bscrit les caractéristiques et valeurs préférentielles, accompagnées des
és et des méthodes de mesure contenus dans la spécification générique CEI §

spécifications particulieres pour les oscillateurs pilotés par_quartz.

pférences normatives

uments normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la r¢
t faite, constituent des dispositions valables pgurda présente partie de la CE
ent de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document
t & révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente par
79 sont invitées a rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus

uments normatifs indiqués ci-aprés. Les*'membres de la CEI et de I'lSO poss|
des Normes internationales en vigueur.

79-1:1997, Oscillateurs pilotés ‘par quartz sous assurance de la qualité —
ation générique

79-5-1:1998, Oscillateursypilotés par quartz sous assurance de la qualité — P43
ation particuliere cadre'<’Homologation

001002:1986, Regles de procédure du Systéme CEI d'assurance de la qua
ants électroniques’(IECQ)

purs préférentielles et guide pour les spécifications particuliéres

hractéristiques et valeurs préférentielles

surance

essais
0679-1.
ployées

bférence

60679.
normatif
ie de la
écentes
edent le

Partie 1:

rtie 5-1:

lité des

Les valeurs données dans les spécifications particuliéres doivent étre choisies de préférence
parmi celles figurant en 2.3 de la CEI 60679-1.

2.2 Informations a formuler dans les spécifications particuliéres

La rédaction des spécifications particuliéres doit avoir pour guide la spécification particuliére

cadre C

El 60679-5-1.

Chaque spécification particuliere doit stipuler tous les essais et mesures nécessaires au
contréle. Cela doit comprendre au minimum les essais correspondants donnés dans la
spécification particuliére cadre, avec les méthodes et sévérités.

Les informations suivantes doivent étre données dans chaque spécification particuliére.
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QUARTZ CRYSTAL CONTROLLED OSCILLATORS
OF ASSESSED QUALITY -

Part 5: Sectional specification — Qualification approval

1 General

11 S
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This se
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ance re

1.2 N

The foll

ctional specification applies to quartz crystal controlled oscillators whose)q
d on the basis of capability approval.

5 contained in the generic specification IEC 60679-1, and gives.the general

brmative references

pwing normative documents contain provisions which, through reference in t

constiu;re provisions of this part of IEC 60679. At the time-~of publication, the editions i

were v
on this

recent €
register

IEC 606
specific

IEC 606

lid. All normative documents are subject to revision, and parties to agreement
part of IEC 60679 are encouraged to investigate the possibility of applying t

5 of currently valid International Standards:

79-1:1997, Quartz crystal controlledioscillators of assessed quality — Part 1:
ation

79-5-1:1998, Quartz crystal controlled oscillators of assessed quality — Part 5-

detail specification — Qualification approval

IEC QC
Compor

2 Pre

21 P

001002:1986, Rules of Procedure of the IEC Quality Assessment System for E
ents (IECQ)

ferred ratings and guidance on detail specifications

eferredwalues for ratings and characteristics

The val

uality is

fibes the preferred ratings and characteristics, with appropriate tests and measuring

pberform-

jluirements to be used in detail specifications for quartz crystal-controlled oscilldtors.

his text,
hdicated
s based
he most

ditions of the normative documents indicatéd.below. Members of IEC and ISO maintain

Generic

1: Blank

ectronic

es(given in detail specifications shall preferably be selected from those stated

n 2.3 of

IEC 60

791

2.2 Information to be prescribed in detail specifications

Guidance on the preparation of detail specifications shall be derived from the future blank
detail specification, IEC 60679-5-1.

Each detail specification shall state all the tests and measurements required for inspection.
This shall, as a minimum, include the relevant tests given in the blank detail specification, with
methods and severities.

The following information shall be given in each detail specification.
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2.2.1 Dessin d'encombrement et dimensions

La spécification particuliére doit comprendre un dessin dimensionnel de l'oscillateur piloté par
qguartz et/ou la référence a une norme internationale appropriée afin d'en faciliter la reconnais-
sance et d'apporter les informations nécessaires aux procédures de dimensions et de mesures.

Les dimensions doivent inclure les dimensions complétes du corps du composant, ainsi que la
taille et I'écartement des sorties. Toutes les dimensions doivent étre données en millimétres.

Les connexions des sorties doivent étre précisées pour toutes les enveloppes.

Cette information peut étre précisée dans une annexe.

2.2.2 Montage du composant

La spédification particuliere doit définir toutes les limites de lI'assemblage pour-l'utilishtion de
I'oscillafeur piloté par quartz. Si ces limites s'appliquent, il peut étre nécessaire de grescrire
des montages pour les essais de secousses, chocs, vibrations et accélération. Ces mjontages
d'essai floivent étre décrits dans la spécification particuliére.

Si aucun montage spécial n'est indiqué, les essais cités doivent.&tre effectués comme |spécifié
dans l'afticle 4 de la CEI 60679-1.

2.2.3 PBévérités des essais liés a I'environnement

La spégification particuliere doit préciser la méthode d'essai et les sévérités appfopriées
choisieq dans l'article 4 de la CEl 60679-1.

2.2.4 Marquage

La spédification particuliere doit préciserile contenu du marquage de l'oscillateur piloté par
guartz gt de I'emballage de base selon'2.4 de la CEl 60679-1.

2.2.5 |nformations pour la commande

La spédjfication particuliéredoit préciser que les informations suivantes sont nécessajres a la
commamde d'un oscillatetrypiloté par quartz:
a) la quantité;

b) le niiméro de-la spécification particuliere, le numéro et la date d'édition, et si ces flonnées
sont|applicables;

c) la fregquence nominale exprimée en kilohertz (kHz) ou mégahertz (MHz);

d) le type de !'nn\_lo!nppa;

e) la ou les tolérances de fréquence et la gamme de températures de fonctionnement;
f) la description compléte de toute autre exigence.

2.2.6 Informations supplémentaires (non soumises au contréle)
La spécification particuliere peut inclure des informations que la procédure de contrbéle n'exige

pas normalement de vérifier, comme les schémas de fonctionnement, les courbes, les
schémas et notes nécessaires a la clarification.
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2.2.1 Outline drawing and dimensions

The detail specification shall include a dimensional drawing of the crystal controlled oscillator
and/or the reference to an appropriate international standard to permit easy recognition and to
provide information for dimensioning and gauging procedures.

The dimensions shall include the overall dimensions of the body of the component and the size
and spacing of the terminations. All dimensions shall be stated in millimetres.

Terminal connections shall be identified for all enclosures.

This information may be given in more detail in an annex.

2.2.2 Mounting of the component
The detail specification shall define any assembly restrictions on the use)of theg crystal
controll¢d oscillator. Where these restrictions apply special mounting fixtures may be fequired

for the bump, shock, vibration and acceleration tests. Such fixtures shall ‘be describgd in the
detail specification.

Where fo special mounting fixtures are indicated, then the above’tests shall be carriefl out as
specifief in clause 4 of IEC 60679-1.

2.2.3 PBeverities for environmental tests

The detgil specification shall state the method of testing and the appropriate severities felected
from clguse 4 of IEC 60679-1.

2.2.4 Marking

The detpil specification shall state the required marking on the crystal controlled oscillator and
on the grimary package in accordance with 2.4 of IEC 60679-1.

2.2.5 DPrdering information

The detpil specification shall\prescribe that the following information is required when prdering
a crysta) controlled oscillator:

a) quantity;

b) detajl specifieation number, issue number and date; and where applicable;
c) nomjnal frequency expressed in kilohertz (kHz) or megahertz (MHz);

d) enclpsuretype;

e) frequency folerance(s) and operafing temperature range;
f) full description of any additional requirement.

2.2.6 Additional information (not for inspection purposes)
The detail specification may include information which is not normally required to be verified by

the inspection procedure, such as circuit diagrams, curves, drawings and notes needed for
clarification.
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3 Procédures d'assurance de la qualité

3.1 Aptitude a I'homologation

Le fabricant désirant soumettre ses produits a I'homologation doit, au préalable, obtenir
l'agrément du fabricant tel que défini en 11.1 de la CEI QC 001002.

L'étape initiale de fabrication doit étre comme défini en 3.1 de la CEIl 60679-1.

3.2 Modéles associables

L'association des modeéles existe a l'intérieur d'une gamme d'oscillateurs a quartz définie dans
une spéTifitationm particutiere umyue et ayant des caracternstgues efectriques simifaires, a
condition que les mémes matériaux et la méme méthode de fermeture des enveloppgs soient
utilisés.

3.3 Rapports certifiés d'essais

Ce qui |est défini en 3.12 de la CEl 60679-1 pour les rapports certifiés d'essais doit étre
appliqué. Ces rapports doivent pouvoir étre fournis si la spécification particuliere les prescrit ou
si le clignt les réclame.

3.4 Hemologation

Les progédures pour I'homologation sont définies en 38"de la CEl 60679-1. L'homdlogation
peut étfe obtenue en se basant soit sur un échantillon fixe de la production couramte (voir
3.4.1), $oit sur trois lots pour les essais lot par lot\et sur I'un de ces lots pour le$ essais
périodiques (voir 3.4.2).

3.4.1 Procédure sur échantillon fixe pour homologation initiale

Le fabrjcant doit fournir les documents.\d'essais prouvant la conformité aux exigepces du
progranjme d'essais indiqué dans le tableau 1 de la présente spécification.

Le tabldau 1 fournit le nombre de'spécimens a essayer dans chaque groupe ou soug-groupe
ainsi que le nombre de défectueux autorisés pour les essais d'homologation.

Si des |groupes suppléméntaires sont ajoutés au programme d'essais, on doit ajquter au
nombre|de spécimens fequis pour les essais du groupe «0» le nombre de spécimenp requis
pour ce$ groupes supplémentaires.

La sérig compléteddes essais indiqués dans le tableau 1 et & I'annexe A forme le programme
d'essaiq pour_la~procédure basée sur un échantillon fixe et sur une spécification parficuliere;
ces esdais (Sgnt requis pour obtenir I'homologation des oscillateurs pilotés par quartz. Les
essais fleichaque groupe doivent étre effectués dans l'ordre donné. Tous les spgcimens
doivent i e35ais—6 0 e-enstiterépartis-danstesautresgroupes.

Est compté comme défectueux un oscillateur a quartz qui n'a pas satisfait a tous ou a une
partie des essais d'un groupe.

3.4.2 Procédure lot par lot pour homologation initiale

Le fabricant doit fournir les documents d'essais prouvant la conformité aux exigences des
tableaux 2 et 3 et de la spécification particuliére. Les essais dans chaque groupe doivent étre
effectués dans l'ordre donné.
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3 Quality assessment procedures

3.1 Eligibility for qualification approval

Prior to making an application for qualification approval a manufacturer shall first obtain
manufacturer's inspection approval in accordance with 11.1 of IEC QC 001002.

The primary stage of manufacture shall be as defined in 3.1 of IEC 60679-1.

3.2 Structurally similar components

Structural_similarity exists where a range of quartz crystal controlled oscillators covered by a
single detail specification and having similar electrical characteristics, incorporatecsthe same
materials and method of sealing the enclosure.

3.3 Certified test records

Certifiedq test records shall comply with 3.12 of IEC 60679-1. They shall*be made gvailable
when prescribed in the detail specification and when requested by the,customer.

3.4 Qpalification approval

The prpcedures for qualification approval testing are _defined in 3.8 of IEC 60679-1.
Qualification approval can be obtained either by usinga“fixed sample drawn from| current
productijon (see 3.4.1), or on the basis of lot-by-lot tests on three inspection lots with [periodic
tests on[a sample taken from at least one of these lots)(see 3.4.2).

3.4.1 Fixed sample size procedure for initial approval

The manufacturer shall produce test evidence to show conformance to the requirements of the
test schedule given in table 1 of this specification.

Table 1|gives the number of samples-to be tested in each group or subgroup together [with the
permissjble number of defectives\for qualification approval tests.

If additipnal groups are introduced into the test schedule the number of specimens reqtiired for
Group "D" shall be increased by the same number as that required for the additional grgups.

The coinplete series*of tests given in table 1 and annex A, which together form the fixed
sample | size testischedule, are required for the qualification approval of quartz crystal
controll¢d oscillators covered by one detail specification. The tests in each group ghall be
carried put injthe order given. The whole sample shall be subjected to the tests of Gfoup "0"
and then-divided for the other groups.

"One defective" is counted when a quartz crystal controlled oscillator has not satisfied the
whole or a part of the tests of a group.

3.4.2 Lot-by-lot procedure for initial approval

The manufacturer shall produce test evidence to show conformance to the requirements of
tables 2 and 3 and the detail specification. Tests in each group shall be carried out in the given
order.
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Un minimum de trois lots, pris dans une période aussi courte que possible, doit subir les essais
indiqués dans le tableau 2 et au moins un échantillon provenant de I'un de ces lots doit subir
les essais périodiques indiqués dans le tableau 3. Si des groupes supplémentaires sont
ajoutés au programme d'essais, le nombre de spécimens doit étre augmenté du nombre requis
pour ces groupes supplémentaires.

Est compté comme défectueux un oscillateur & quartz qui n'a pas satisfait a tous ou a une
partie des essais d'un groupe.

3.4.3 Homologation

Pour les procédures indiquées en 3.4.1 et 3.4.2, I'homologation peut étre accordée si le
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A minimum of three inspection lots, taken in the shortest possible period, shall be subjected to
the tests given in table 2 and at least one sample taken from one of these lots shall be
subjected to the periodic tests given in table 3. When additional groups are introduced into the
test schedule the number of specimens shall be increased by the same number as that
required for the additional groups.

"One defective" is counted when a quartz crystal controlled oscillator has not satisfied the
whole or a part of the tests of a group.

3.4.3 Approval

For both procedures 3.4.1 and 3.4.2 approval may be granted when the number of defectives
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Tableau 1 — Plan d'échantillonnage et nombre autorisé
de défectueux pour I'homologation

Numéro Numéros des paragraphes de Nombre Spécimens défectueux
de groupe la CEl 60679-1 et essais de spécimens autorisés
Par groupe Au total

groupes 1 a 8

0 4.3.1 Contrdle visuel A 65 0
4.6.2 Etanchéité

4.5.4  Fréquence de sortie a la température
de référence

4.0.0.1 Frequence d Ia tefperaiare 5pec.i1iee

4.5.11 Gamme d'ajustage de la fréquence
(si applicable)

4.5.23 Caractéristiques de la modulation
de fréquence (si applicable)

1 4.4.2 Dimensions, essai B 8 1

4.5.13 ou
4.5.14 Tension de sortie de l'oscillateur

4.5.15 ou
4.5.16 Forme d'onde de sortie de l'oscillateur

4.5.3.1 Puissance d'entrée de l'oscillateur

4.5.3.3 Puissance d'entrée de |'enceinte
(oscillateurs a enceinte thermostatée
seulement)
ou

4.5.3.2 Puissance d'entrée de l'oscillateur et
de I'enceinte (oscillateurs a enceinte
thermostatée seulement)

2 4.5.6 Coefficient de charge de la fréquence 8 1
4.5.7 Coefficient de tension de lafréquence

4.5.10 Temps de stabilisation (eScillateurs a
enceinte thermostatée(seulement)

4.5.5.2 Excursion totale de‘fréquence

4.5.13 ou
4.5.14 Tension de sortie de l'oscillateur
aux extrémies de température

4.5.3.3 Puissance“d'entrée de I'enceinte aux 1
extrémes de température (oscillateurs
a enceinte thermostatée seulement)

3 4.7.1( Vieillissement 8 1

4 46.5 Vibrations rapides de température 8 1
4,6.3.1 Brasabilité
776.3.2 Resistance a la chaleur de brasage

5 4.6.21 Tenue aux solvants de nettoyage 8 1
4.6.1 Robustesse des sorties

6 4.6.6 Secousses 8 1
4.6.7 Vibrations
4.6.8 Chocs

7 4.6.17 Séquence climatique 8 1

8 4.6.18 Essai continu de chaleur humide 8 1
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Table 1 — Sampling plan together with numbers of permissible defectives for
qualification approval tests

Group Clause number of Sample size Permissible
number IEC 60679-1 and test defectives
Per group Total for

groups 1to 8

0 4.3.1 Visual test A 65 0
4.6.2 Sealing

4.5.4  Output frequency at reference
temperature

4.5.5.1 Frequency at specified temperature

4.5.11 Frequency adjustment range
(as applicable)

4.5.23 Frequency modulation characteristics
(as applicable)

1 4.4.2 Dimensions, test B 8 1

4.5.13 or
4.5.14 Oscillator output voltage

4.5.15 or
4.5.16 Oscillator output waveform

4.5.3.1 Oscillator input power
4.5.3.3 Oven input power

(OCXO only)
or
4.5.3.2 Oven and oscillator input power
(OCXO only)
2 4.5.6 Frequency/load coefficient 8 1

4.5.7 Frequency/voltage coefficient
4.5.10 Stabilization time

(OCXO only)
4.5.5.2 Total frequency excursion
4.5.13 or
4.5.14 Oscillator output voltage at temperature
extremes
4.5.3.3 Oven input)power at temperature 1
extremes
(OCXO only)
3 4.7.1 ~Ageing 8 1
4 4,6v5- Rapid change of temperature 8 1

4:6°3.1 Solderability

4-6-3-2 Resistanse-to-soldering-heat

5 4.6.21 Immersion in cleaning solvents 8 1

4.6.1 Robustness of terminations

6 4.6.6 Bump 8 1
4.6.7  Vibration
4.6.8 Shock

7 4.6.17 Climatic sequence 8 1

8 4.6.18 Damp heat, steady state 8 1
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Tableau 2 — Essais lot par lot
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Groupe Numéros des paragraphes de Niveau NQA
la CEI 60679-1 et essais de contrble %
AO 4.3.1 Contrdle visuel A 100 % -
4.6.2.1 Essai aux grosses fuites
4.5.4 Fréquence de sortie a la température
de référence
ou
4.5.5.1 Fréquence aux températures spécifiées
4.5.11 Gamme d'ajustage de la fréquence
(si applicable)
7523 Caracteristiques de la modulation
de fréquence (si applicable)
Al 4.5.13 ou 0 1,5
4.5.14 Tension de sortie de I'oscillateur
4.5.15 ou
4.5.16 Forme d'onde de sortie de l'oscillateur
4.5.3.1 Puissance d'entrée de l'oscillateur
4.5.3.3 Puissance d'entrée de I'enceinte
thermostatée (oscillateurs a enceinte
thermostatée seulement)
ou
4.5.3.2 Puissance d'entrée de l'oscillateur et
de I'enceinte (oscillateurs a enceinte
thermostatée seulement)
A2 4.5.5.1 Fréquence aux températures spécifiees | 1,5
(si moins de 100 % des échantillons
sont essayés)
A3 Annexe B de cette spécification | 1,5
Vieillissement (oscillatetis a enceinte
thermostatée seulement)
B1 4.4.1 Controle dimensiopnel — Essai A S4 4,0
Température
B2 4.6.2 Etanchéjte S4 4,0
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Table 2 — Lot-by-lot tests

Group

Clause number of
IEC 60679-1 and test

Inspection
level

AQL
%

AO

4.3.1 Visual test A
4.6.2.1 Gross leak test

4.5.4 Output frequency at reference
temperature

or

4.5.5.1 Frequency at specified temperatures

4.5.11 Frequency adjustment range
(as applicable)

100 %

4.5.23 Frequency modulation characteristics
(as applicable)

Al

4.5.13 or
4.5.14 Oscillator output voltage

4.5.15 or
4.5.16 Oscillator output waveform

4.5.3.1 Oscillator input power

4.5.3.3 Oven input power
(OCXO only)
or

4.5.3.2 Oven and oscillator input power
(OCXO only)

"S5

A2

4.5.5.1 Frequency at specified temperature
(if not tested 100 %)

15

A3

Annex B of this specification
Ageing
(OCXO only)

15

Bl

4.4.1 Dimensions test A
Temperature

S4

4,0

B2

4.6.2 Sealing

S4

4,0
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Tableau 3 — Essais périodiques

Groupe Numéros des paragraphes de Périodicité Nombre Nombre
la CElI 60679-1 et essais (en mois) de de défectueux
spécimens autorisés
C1 4.4.2 Contrble dimensionnel — Essai B 3 8 0

4.6.3.1 Brasabilité
4.6.1 Robustesse des sorties

Cc2 4.5.6 Coefficient de charge de la fréquence 3 8 0
4.5.7 Coefficient de tension de la fréquence

C3 4.6.21 Tenue aux solvants de nettoyage 3 8 0
4.6.5 Vibrations rapides de température
4.6.3.2 Résistance a la chaleur de brasage

C4 4.7.1 Vieillissement 3 8 0
C5 a) 4.6.6 Secousses 24 8 0
4.6.7 Vibrations
4.6.8 Chocs
C5 b) 4.6.17 Séquence climatique 24 8 0
C5c¢) 4.6.18 Essai continu de chaleur humide 24 8 0
C6 4.5.10 Temps de stabilisation (oscillateurs 24 8 0

a enceinte thermostatée seulement)
4.5.5.2 Excursion totale de fréquence

4.5.13 ou
4.5.14 Tension de sortie de l'oscillateur
aux extrémes de température

4.5.3.3 Puissance d'entrée de |'enceinte
aux extrémes de température
(oscillateurs a enceinte thermostatée
seulement)
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Table 3 — Periodic tests

Group Clause number of Periodicity Sample Permitted
IEC 60679-1 and test (months) size defectives
C1 4.4.2 Dimensions test B 3 8 0
4.6.3.1 Solderability
4.6.1 Robustness of terminations
Cc2 4.5.6 Frequency/load coefficient 3 8 0
4.5.7 Frequency/voltage coefficient
C3 4.6.21 Immersion in cleaning solvents 3 8 0
465 Raonid chanaa of tamunaratirg
}-6- Rapid-change-oftemperatu
4.6.3.2 Resistance to soldering heat
C4 4.7.1 Ageing 3 8 0
C5 a) 4.6.6 Bump 24 8 0
4.6.7  Vibration
4.6.8 Shock
C5 b) 4.6.17 Climatic sequence 24 8 0
C5c¢) 4.6.18 Damp heat, steady state 24 8 0
C6 4.5.10 Stabilization time 24 8 0
(OCXO only)
4.5.5.2 Total frequency excursion
4.5.13 or
4.5.14 Oscillator output voltage at temperature
extremes
4.5.3.3 Oven input power at temperature
extremes
(OCXO only)
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Annexe A
(normative)

Programme d'essais pour I'homologation
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Les numéros des paragraphes et les exigences de performance font référence a la CEl 60679-1.

Dans ce tableau: D = destructif, ND = non destructif

Numéros des paragraphes D Nombre de
essais et enchainement ou Conditions spécimens Exigences de
des essais ND d'essais défectueux performance
autorisés
GROUPE|0 ND Voir tableau 1
4.3.1 Contrdle visuel, essai A 4.3.1 4.3.1
4.6.2.2 [ssai de fuites fines 4.6.2.2 4.6.2.2
enveloppes hermétiques seulement)
4.6.2.1 [ssai aux grosses fuites 4.6.2.1 46.2.1
enveloppes hermétiques seulement)
4.5.4 Fréquence de la sortie a 4.5.4 Tolérances de fréquence
lp température de référence comme spécifié dans
la spécification paJticuliere
4.5.5.1 [réquence aux températures 4551 Tolérance(s) de frequence
pécifiées
4.5.11 (Gamme d'ajustage de la fréquence 4.5.11 Changement de |4
lorsque cela s'applique) fréquence comme|spécifié
dans la spécificatipn
particuliére
4.5.23 Caractéristiques de la modulation 435.23 4.5.23 et
e fréquence Essais 1 a 5, comme spécifié dgns la
Fssais 1 a 5, selon le cas selon le cas spécification partiguliére
GROUPE|1 ND Voir tableau 1
4.4.2 Controle dimensionnel — Essai B 4.4.2 4.4.2
4.5.13 ou 4.5.13 ou Les limites commg spécifié
4.5.14 Tension de sortie de I'oscillateur. 4.5.14 dans la spécificatipn
particuliére
4.5.15 ou 4.5.150u La forme d'onde cpmme
4.5.16 orme d'onde de sortie.de 4.5.16 spécifié dans la spéci-
lfoscillateur fication particuliérg
4531 Puissance maximgle
4.5.3.1 Iuissance d'entrée-de I'oscillateur comme spécifié dans la
spécification partiguliére
4.5.3.3 Puissance/d'entrée de I'enceinte 4.5.3.3 Puissance maximgle
oscillateurs’a enceinte thermostatée comme spécifié dans la
eulement) spécification partiguliére
ou
4532 Puissancetentréedetenceinte 4-5-3-2 Euissance maximale
(oscillateurs & enceinte thermostatée comme spécifié dans la
seulement) spécification particuliere
GROUPE 2 ND Voir tableau 1
4.5.6 Coefficient de charge 4.5.6 Changement maximal de la
de la fréquence fréquence comme spécifié
dans la spécification
particuliére
4.5.7 Coefficient de tension 4.5.7 Changement maximal de la
de la fréquence fréquence comme spécifié
dans la spécification
particuliére
4.5.10 Temps de stabilisation (oscillateurs 4.5.10 Temps maximal comme
a enceinte thermostatée seulement) spécifié dans la spéci-
fication particuliere
4.5.5.2 Excursion totale de la fréquence 4.5.5.2 Tolérance(s) de fréquence

comme spécifié dans la
spécification particuliére



https://iecnorm.com/api/?name=cbdbaf9a42e14f4b3b519673c986b5cc

60679-5 © IEC:1998

—23_

Annex A
(normative)

Test schedule for qualification approval

Clause numbers of tests and performance requirements refer to IEC 60679-1.

In this table: D = destructive, ND = non-destructive.

Clause numbers, D T Sampledsize Perf
tests and or d?_St an ibl erigymange
test sequence ND conditions permissible requiremenits
defectives
GROUP (@ ND See table 1
4.3.1 isual, test A 4.3.1 4.3.1
4.6.2.2 FKine leak test 4.6.2.2 4.6.2.2
hermetically sealed enclosures only)
4.6.2.1 Gross leak test 4.6.2.1 4.6.2.1
hermetically sealed enclosures only)
4.5.4 Dutput frequency at reference 4.5.4 Frequency toleranfes
temperature as specified in the
detail specificatio
4.5.5.1 Frequency at specified temperatures 4.5:5.1 Frequency tolerange(s)
I . Frequency changd as
4.5.11 -requer;cy tf;lldjustment range 45.11 specified in the defail
as applicable) specification
4.5.23 krequency modulation 4.5.23 4.5.23 and
haracteristics Tests 1to 5, as specified in thel detail
Tests 1 to 5, as applicable as applicable specification
GROUP 1 ND See table 1
4.4.2 Dimensions — Test B 4.4.2 4.4.2
4.5.13 or 4.5.13 or Limits as specified in
4.5.14 Qscillator output voltage 4.5.14 the detail specificdtion
4.5.15 or 4.5.15 or Waveform as spedified in
4.5.16 Qscillator output waveform 4.5.16 the detail specificgtion
4.5.3.1 @scillator inputypewer 4531 Maximum power ap
specified in the deftail
specification
4.5.3.3 Ovenlinput power 4.5.3.3 Maximum power ap
[OCXO only) specified in the deftail
or specification
4.5.3.2 Oven and oscillator input power 4.5.3.2 Maximum power as
(OCXO only) specified in the detail
specification
GROUP 2 ND See table 1
456 Frequency/load coefficient 4.5.6 Maximum frequency
change as specified in
the detail specification
4.5.7 Frequency/voltage coefficient 4.5.7 Maximum frequency
change as specified in
the detail specification
4.5.10 Stabilization time 4.5.10 Maximum time as specified
(OCXO only) in the detail specification
4.5.5.2 Total frequency excursion 455.2 Frequency tolerance(s)

as specified in the detail
specification
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Programme d'essais pour I'homologation (suite)
Numéros des paragraphes D Nombre de
essais et enchainement ou Conditions spécimens Exigences de
des essais ND d'essais défectueux performance
autorisés
GROUPE 2 (suite) ND Voir tableau 1
4.5.13 ou 4.5.13 ou Les limites comme spécifié
4.5.14 Tension de sortie de I'oscillateur 4.5.14 dans la spécification
aux extrémes de température particuliére
4.5.3.3 Puissance d'entrée de |'enceinte 4.5.3.3 Puissance maximale
aux extrémes de température comme spécifié dans la
(oscillateurs a enceinte thermostatée spécification particuliere
eulement)
GROUPE|3 ND Voir tableau 1
4.7.1 ieillissement 4.7.1 Changement-maximal de la
fréquencé comme|spécifié
dans.la spécificatipn
particuliére
GROUPE|4 D Voir tableau 1
Contrdle initial
454 Fréquence de sortie a la température 4.5.4 Enregistrer les mesures
e référence
4.6.5 ariations rapides de température, 4.6.5
hoc thermique dans l'air
4.6.3.1 Brasabilité 4.6.3.1 4.6.3.1
Fssai A (pour les sorties par fils) essai A essai A
Fssai B 4.6.3.2 4.6.3.1
pour dispositifs & montage en surface) essalNB essai B
4.6.3.2 [Résistance a la chaleur de brasage 4%6.3.2 4.6.3.2
Fssai A (pour les sorties par fils) essai A essai A
Fssai B 4.6.3.2 4.6.3.2
pour dispositifs & montage en surface) essai B essai B
Contrdle final
4.3.2 Controle visuel B 4.3.2 4.3.2
4.6.2.2 [ssai de fuites fines (enveloppés 4.6.2.2 4.6.2.2
ermétiques seulement)
4.6.2.1 [ssai aux grosses fuites 4.6.2.1 4.6.2.1
enveloppes hermétiques.seulement)
454 Fréquence de sortie-ala température 4.5.4 Changement maximal de la
e référence fréquence comme|spécifié
dans la spécificatipn
particuliére
4.5.13 ou
4.5.14 Tensioncde sortie de I'oscillateur 4.5.13 ou Les limites comme spécifié
4.5.14 dans la spécificatipn
particuliére
GROUPE™S D Voirtatteau
Contrdle initial
454 Fréquence de sortie a la température 4.5.4 Enregistrer les mesures
de référence
4.6.21 Immersion dans les solvants 4.6.21 Le marquage doit étre
de nettoyage lisible
4.6.1.1 Traction et poussée sur les sorties 4.6.1.1, 4.6.1.1,
tableau 2 tableau 2
(traction) et (traction) et
tableau 3 tableau 3
(poussée) (poussée)
4.6.1.2 Souplesse des sorties par fils 4.6.1.2, 4.6.1.2,
tableau 4 tableau 4
(pliage) (pliage)
4.6.1.3 Essai de couple sur plots 4.6.1.3, 4.6.1.3,
tableau 5 tableau 5
(couple) (couple)
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Test schedule for qualification approval (continued)
Clause numbers, D Sample size
tests and or Test and Performance
conditions permissible requirements
test sequence ND -
defectives
GROUP 2 (continued) ND See table 1
4.5.13 or 4.5.13 or
4.5.14 Oscillator output voltage at 4.5.14 Limits as specified in
temperature extremes the detail specification
4.5.3.3 Oven input power at temperature 4.5.3.3 Maximum power as
extremes specified in the detail
(OCXO nnly) cpnr‘ifirnfinn
GROUP 3 ND See table 1
4.7.1 Ageing 4.7.1 Maximum frequengy
changeras, specifigd in
the detail specificgtion
GROUP 4 D See table 1
Initial inspection
4.5.4 Dutput frequency at reference 4.5.4 Record measuremlents
temperature
4.6.5 Rapid change of temperature; 4.6.5
thermal shock in air
4.6.3.1 $olderability 4.6.3.1 4.6.3.1
Test A (for wire terminations) test A test A
Test B (for surface mounted devices) 4.6.3.1 4.6.3.1
test\B test B
4.6.3.2 [Resistance to soldering heat 46,3.2 4.6.3.2
Test A (for wire terminations) test A test A
Test B (for surface mounted devices) 4.6.3.2 4.6.3.2
test B test B
Final insplection
4.3.2 isual test B 4.3.2 4.3.2
4.6.2.2 [ine leak test 4.6.2.2 4.6.2.2
hermetically sealed enclosures only)
4.6.2.1 (ross leak test 4.6.2.1 46.2.1
hermetically sealed enclosures only)
4.5.4 Dutput frequency at.reférence 4.5.4 Maximum frequengy
temperature change as specifigd in
the detail specificgtion
4.5.13 or 4.5.13 or
4.5.14 Qscillator output voltage 4.5.14 Limits as specified in the
detail specificatior]
GROUP § D See table 1
Initial inspection
4.5.4 Output frequency at reference 4.5.4 Record measurements
temperature
4.6.21 Immersion in cleaning solvents 4.6.21 Marking shall be legible
4.6.1.1 Tensile and thrust test on 4.6.1.1, 4.6.1.1,
terminations table 2 table 2
(tensile) and (tensile) and
table 3 table 3
(thrust) (thrust)
4.6.1.2 Flexibility of wire terminations 4.6.1.2, 4.6.1.2,
table 4 table 4
(bend) (bend)
4.6.1.3 Torque test on mounting studs 4.6.1.3, 4.6.1.3,
table 5 table 5
(torque) (torque)
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